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EN 61000-4-15:1998

Foreword

The text of document 77A/180/FDIS, future edition 1 of IEC 61000-4-15, prepared by
SC 77A, Low-frequency phenomena, of IEC TC 77, Electromagnetic compatibility, was
submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and was approved by CENELEC asEN 61000-4-15
on 1998-04-01.

The following dates were fixed:

- latest date by which the EN has to be implemented
at national level by publication of an identical
national standard or by endorsement {dop) 1999-01-01

- latest date by which the national standards conflicting
with the EN have to be withdrawn (dow) 2001-01-01

Annexes designated "normative" are part of the body of the standard.
In this standard, annexes A and ZA are normative.
Annex ZA has been added by CENELEC.

Endorsement notice

The text of the International Standard IEC 61000-4-15:1997 was approved by CENELEC as
a European Standard without any modification.
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Annex ZA (normative)

Normative references to international publications
with their corresponding European publications

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other
publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and
the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or
revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated
in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication
referred to applies {including amendments).

NOTE: When an international publication has been modified by common modifications, indicated by {(mod), the
relevant EN/HD applies.

Publication Year Title EN/HD Year

IEC 60068-2-1 1990 Environmental testing EN 60068-2-1 1993
Part 2: Tests - Tests A: Cold

IEC 60068-2-2 1974 Part 2: Tests - Test B: Dry heat EN 60068-2-2" 1993

IEC 60068-2-3 1969 Part 2: Tests - Test Ca: Damp heat, steady HD 323.2.3 822 1987
state

IEC 60068-2-14 1984 Part 2: Tests - Test N: Change of HD 323.2.14 S2* 1987
temperature

IEC 81000-3-3 1994 Electromagnetic compatibility (EMC) EN 61000-3-3 1995
Part 3: Limits + corr. July 1997

Section 3: Limitation of voltage fluctuations
and flicker in low-voltage supply systems

for equipment with rated current up to and
) including 16 A
IEC 660;4-2 1995 Part 4-2: Testing and measurement EN 61000-4-2 1995
/ techniques - Electrostatic discharge
0 immunity test

IEC 61000- 1995 Part 4: Testing and measurement EN 61000-4-3 1996
(mod) O techniques
O Section 3: Radiated, radio-frequency,
Q electromagnetic field immunity test

IEC 61000-4-4 19 Section 4: Electrical fast transient/burst EN 61000-4-4 1995
munity test
IEC 61000-4-5 1995 §@n 5: Surge immunity test EN 61000-4-5 1995

Za
1) EN 60068-2-2 includes supplement A:@S to IEC 60068-2-2.

2) HD 323.2.3 S2 includes A1:1984 to IEC -2-3.
3} HD 323.2.14 S2 includes A1:1986 to IEC 6 2-14.

\
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Publication

IEC 61000-4-6

[EC 61000-4-8

IEC 61000-4-9

IEC 61000-4-11

IEC 61000-4-12

IEC 61010-1
{mod)

IEC 61326-1

IEC 61326-10

Year

1996

1993

1993

1994

1995

1990

1997

5)

Title

Section 6: Immunity to conducted
disturbances, induced by radio-frequency
fields

Section 8: Power frequency magnetic field
immunity test

Section 9: Pulse magnetic field immunity
test

Section 11: Voltage dips, short interruptions
and voltage variations immunity tests

Section 12: Oscillatory waves immunity test
Basic EMC publication

Safety requirements for electrical equipment
for measurement, control and laboratory use
Part 1: General requirements

Electrical equipment for measurement,
control and laboratory use - EMC
requirements

Part 1: General requirements

Part 10: Particular requirements for
equipment used in industrial locations

4) EN 61010-1 includes A1:1992 to IEC 619@

5) To be published.

EN/HD

EN 61000-4-6

EN 61000-4-8

EN 61000-4-9

EN 61000-4-11

EN 61000-4-12

EN 61010-1%

EN 61326-1
+ corr. January

1993

1993

1994

1995

1993

1997
1998
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Validité de la prés ublication

ications de la CEI est
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Le contenu technique des
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Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

.

)\5 COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

{S} Partie 4: Techniques d’essai et de mesure —
Section 15: Flickermétre — Spécifications fonctionnelles

%O
O AVANT-PROPOS

La CEl (Commission Ele technique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée

de I'ensemble des comité ctrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEIl a pour objet de

favoriser la coopération \ipt€rpationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
ﬁe.r

et de conception

I'électricité et de I'électroni cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales.
Leur élaboration est confiée omités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Lesforganijsations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (I WIon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de'la CEIl concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible un accord international su sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d es.

Les documents produits se présentent so forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou g %gréés comme tels par les Comités nationaux.
n

Dans le but d'encourager l'unification internati es Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure poss@l s Normes internationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence en T& norme CEIl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs d yfte derniére.

La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marqu omme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré confor une de ses normes.
L'attention est attirée sur le fait que certains des élémen présente Norme internationale peuvent faire

I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété@ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 61000-4-15 a été établie p@ sous-comité 77A: Phénoménes
A

basse fréquence, du comité d'études 77 de la CEl: Compa

)ﬁ Slectromagnétique.

Elle constitue la section 15 de la partie 4 de la série CEl 6100& a le statut de publication
fondamentale en CEM en accord avec le guide 107 de la CEl. ;

Le texte de cette norme est basé sur les documents suivants:

FDIS Rapport de vote O

77A/180/FDIS 77A/190/RVD é
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information Zle vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme. f

§
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

.

)5 ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

{S} Part 4: Testing and measurement techniques —

Section 15: Flickermeter — Functional and

design specifications

FOREWORD

1) The IEC (Internation%trotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechni ommittees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operatio guestions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition t%r activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical commy ; any |IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory rk. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in thi?e aration. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in a nce with conditions determined by agreement between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements e IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on t levant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of'r
of standards, technical reports or guides and t

endations for international use and are published in the form
e accepted by the National Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, |
Standards transparently to the maximum exten
divergence between the |IEC Standard and the co
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate it%l and cannot be rendered responsible for any

ional Committees undertake to apply IEC International

ossible in their national and regional standards. Any
®,. . .

?ndlng national or regional standard shall be clearly

equipment declared to be in conformity with one of its stan

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identif@gny or all such patent rights.

International Standard IEC 61000-4-15 has been pre[@d by subcommittee 77A: Low-
frequency phenomena, of IEC technical committee 77: Elec @gnetic compatibility.

It forms section 15 of part 4 of the IEC 61000 series. It h®‘e status of a basic EMC
publication in accordance with IEC guide 107. ;
The text of this standard is based on the following documents: /

FDIS Report on voting O

77A/180/FDIS 77A/190/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be foun@#ﬂ:e eport on
voting indicated in the above table.

Annex A forms an integral part of this standard. L

§
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INTRODUCTION

La CEl 61000-4 fait partie de la série des normes 61000 de la CEIl, selon la répartition

s%ﬂe
Pagsfie 1

5 o

Généralités
Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
éfinitions, terminologie

Partie Zvaonnement
cription de I'environnement

Partie 3:

Partie 4:

Partie 5:

Partie 6:

Partie 9:

; ification de I’environnement

Niv de compatibilité
Limit

Limites d’i é (dans la mesure ou elles ne relévent pas des comités de produit)

Techniques é I et de mesure

Techniques de )u

Techniques d’ essa@

Guides d’installation e tténuation

Guide d’installation &

Normes génériques

Méthodes et dispositifs d’att%ion
L.

Divers

Chaque partie est, & son tour, subdivisée en s( S qui seront publiées soit sous forme de
normes internationales soit sous forme de rappo hniques.

Ces sections de la CEl 61000-4 seront publiées dans un ordre chronologique et numérotées en

conséquence.

<
®
N,
O
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INTRODUCTION

IEC 61000-4 is a part of the IEC 61000 series, according to the following structure:

A 1: General

6 General consideration (introduction, fundamental principles)
.
/ Definitions, terminology

Par Environment

@ecription of the environment

ification of the environment

O
o
)

ibility levels

Part 3: Limit@

Immunity [#Qits, (in so far as they do not fall under the responsibility of the product
committees

Part 4. Testing and m%(ement techniques
ni

Measurement te S

Testing techniques 0
Part 5: Installation and mitigati@uidelines

Installation guidelines

Mitigation methods and dev@

Part 6: Generic standards @
Part 9: Miscellaneous

Each part is further subdivided into sections Wh( re to be published either as International
Standards or as technical reports.

These sections of IEC 61000-4 will be publisheé in chronological order and numbered

accordingly. @
£

N,

%
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4: Techniques d’essai et de mesure —
)\ Section 15: Flickermétre — Spécifications fonctionnelles

5 et de conception
.
/

1 Domam@{ppllcatlon et objet

La présente se de la CEIl 61000-4 traite des spécifications fonctionnelles et de conception
d'un appareil m nt le flicker, destiné a indiquer le niveau correct de perception du flicker
du flux Iumineux@ licker) pour toutes les formes d'ondes de fluctuation de la tension
rencontrées dans | ique. On y présente des informations permettant de construire un tel
instrument. Une mét d’évaluation de la sévérité du flicker est fournie a partir des résultats
obtenus avec des flick res en conformité avec cette norme.

La présente section s'appui€ sur les spécifications préparées par le comité d'étude
«Perturbations» de I'Union® Internationale d’Electrothermie (UIE) publiées en 1992. En
conséquence, les spécificationj flickermétre figurant dans cette section ne concernent que
des mesures effectuées sous & V et 50 Hz; les spécifications se rapportant a d'autres
tensions et d’autres fréquences son@’étude.

L'objet de la présente section est de ir les informations nécessaires a la conception et a
la réalisation d'un flickermetre analo ﬂ numérique. Il ne spécifie pas les valeurs limites
tolérables du flicker. @

Z,

Les documents normatifs suivants contiennent d; ispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables la présente section de la CEIl 61000-4.
Au moment de la publication, les éditions indiquées etale; en vigueur. Tout document normatif

2 Références normatives

est sujet a révision et les parties prenantes aux acco ndés sur la présente section de la
CEI 61000-4 sont invitées a rechercher la possibilité er les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membre CEIl et de I'lISO possédent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEIl 60068-2-1:1990, Essais d’environnement — Partie 2: Essais —A@\sai A: Froid
CEIl 60068-2-2:1974, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — E. % Chaleur seche

CEIl 60068-2-3:1969, Essais d’environnement — Partie 2: Essals — Essai@/Essai continu de
chaleur humide

CEIl 60068-2-14:1984, Essais d’environnement — Partie 2: Essais — Essaiﬁ;'\/riations de

Limitation des fluctuations de tension et du flicker dans les réseaux basse tension

température

CEl 61000-3-3:1994, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3: Limites@ion 3:
éf es

équipements ayant un courant appelé < 16 A &
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 4: Testing and measurement techniques —
Section 15: Flickermeter — Functional and

)\6 design specifications
.
(Q

1 Scope@(object

This section o
apparatus inte
fluctuation wave
constructed. A met
flickermeters complyi

61000-4 gives a functional and design specification for flicker measuring
to indicate the correct flicker perception level for all practical voltage
Information is presented to enable such an instrument to be
given for the evaluation of flicker severity on the basis of the output of
ith this standard.

This section is based on@:ifications prepared by the “Disturbances” working group of the
International Union for Ele at (UIE) and published in 1992. Consequently the flickermeter
specifications in this section ¥elatesonly to measurements of 230 V, 50 Hz inputs; specifications
for other voltages and other fre{g‘cies are under consideration.

The object of this section is to provi asic information for the design and the instrumentation
of an analogue or digital flicker meastring apparatus. It does not give tolerance limit values of
flicker severity.

7

2 Normative references @

constitute provisions of this section of IEC 61 At the time of publication, the editions

indicated were valid. All normative document subject to revision, and parties to

agreements based on this section of IEC 61000-4 ar, couraged to investigate the possibility

of applying the most recent edition of the normative doiﬂents indicated below. Members of
,‘ f

L 2
The following normative documents contain p@ns which, through reference in this text,

IEC and ISO maintain registers of currently valid Inter al Standards.

IEC 60068-2-1:1990, Environmental testing — Part 2: Test %ts A: Cold

IEC 60068-2-2:1974, Environmental testing — Part 2: Tests — Ti }; Dry heat

IEC 60068-2-3:1969, Environmental testing — Part 2: Tests — Test %p heat, steady state
IEC 60068-2-14:1984, Environmental testing — Part 2: Tests — Test N: %e,of temperature

IEC 61000-3-3:1994, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3: Limyts, — Section 3:
Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems uipment with

rated current < 16 A
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CEI 61000-4-2:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — Section 2: Essai d'immunité aux décharges électrostatiques

CEIl $1000-4-3:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
d ;ure — Section 3: Essai d'immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux

fré ces radioélectriques
.

CEl 61%534—4:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de meslre — Section 4: Essais d’immunité aux transitoires électriques rapides en salves

CEl 61000-;@95, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — C‘Yn 5: Essai d'immunité aux ondes de choc

CEl 61000—4—6:19@ ompatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure - Sec . Immunité aux perturbations conduites, induites par les champs
radioélectriques

CEIl 61000-4-8:1993, Com@biﬁté électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
SSé|

de mesure — Section 8: E. ”mmunité au champ magnétique a la fréquence du réseau
L 2

CEI 61000-4-9:1993, Compatitf/{ﬁ/ectromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — Section 9: Essai d’imfmunité au champ magnétique impulsionnel

de mesure — Section 11: Essais nité aux creux de tension, coupures bréves et

CEIl 61000-4-11:1994, Compatibilité ;Iecﬁmagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
variations de tension e

CEI 61000-4-12:1995, Compatibilité électroga 'tigue (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — Section 12: Essai d’immunité au tyes oscillatoires

CEIl 61010-1:1990, Regles de sécurité pour appareilsq€lectriques de mesurage, de régulation,
et de laboratoire — Partie 1: Prescriptions générales

CEl 61326-1:1997, Matériels électriques de mesu commande et de laboratoire —
Prescriptions relatives a la CEM — Partie 1: Prescriptions rales

CEl 61326-10, O Matériels électriques de mesure de ande et de laboratoire —
Prescriptions relatives a la compatibilité électromagnétique ( — Partie 10: Prescriptions
particulieres pour les matériels utilisés sur des sites industriels * :9

‘e

3 Description de I'instrument @
3.1 Généralités :

La description ci-dessous concerne principalement une installation analogiqﬁﬁ

L'architecture du flickermétre est illustrée par le bloc diagramme de la figure 1 eut la
diviser en deux parties réalisant chacune 'une des taches suivantes:

— simulation de la réponse de la chaine lampe-oeil-cerveau;
— analyse statistique, en temps réel, du signal du flicker et présentation des résultats@

La premiere tache est réalisée par les blocs 2, 3 et 4 de la figure 1 et la seconde par le bloc 5.

* A publier.
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IEC 61000-4-2:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 2: Electrostatic discharge immunity test

IEC $1000-4-3:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
es — Section 3: Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

L4
0-4-4:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
— Section 4: Electrical fast transient/burst immunity test

IEC 6100(@.’1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — tion 5: Surge immunity test

IEC 61000—4—6:@ , Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Sech - Immunity to conducted disturbances induced by radio-frequency fields

IEC 61000-4-8:1993,
techniques — Section 8:

omagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
Sr frequency magnetic field immunity test

IEC 61000-4-9:1993, Elect gnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
. . * . . . .
techniques — Section 9: Pulse netic field immunity test

IEC 61000-4-11:1994, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 11: Voltage d@hort interruptions and voltage variations immunity tests

IEC 61000-4-12:1995, Electromagnet@ atibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 12: Oscillatory Wava@vunity test

IEC 61010-1:1990, Safety requirements for e/é&dcal equipment for measurement, control, and
laboratory use — Part 1: General requirements /®

IEC 61326-1:1997, Electrical equipment for me%ment, control and laboratory use -
Electromagnetic compatibility (EMC) requirements — 1: General requirements

IEC 61326-10, O Electrical equipment for measu% control and laboratory use -
Electromagnetic compatibility (EMC) requirements — 0: Particular requirements for
equipment used in industrial locations *

3 Description of the instrument 7’ ';

3.1 General

The description given below is based on an analogue implementation. O/

The flickermeter architecture is described by the block diagram of figure 1, éan be divided
into two parts, each performing one of the following tasks:

— simulation of the response of the lamp-eye-brain chain;
— on-line statistical analysis of the flicker signal and presentation of the results.

The first task is performed by blocks 2, 3 and 4 of figure 1, while the second%js

accomplished by block 5.

* To be published.





